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    薄膜･薄板試料の熱特性が評価できます 

フイルム材～薄板、基材上の膜などの薄膜･薄板試料の熱特性評価技術  

技術分野分類  ５５０５：熱光学                    

技術キーワード  熱物性、伝導                   

産 業 分 類  E-21：窯業・土石製品製造業、E-28 : 電子部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ・電子回路製造業               
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概  要 

 

微細化の進む電子デバイスでは発熱の制御が性能及び寿命を決める課題と

なっています。従って、その主役である薄膜材料は熱伝導率などの熱物性の評

価が重要となります。本評価技術は薄膜の厚さ方向、面方向及び基板上の膜な

ど、種々の薄膜材料の熱特性が手軽に評価できる、大変役立つ技術である。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

熱拡散率測定を例に説明すると温度波熱分析装置(図-1)では薄膜・薄板の厚

さ方向の測定が可能であり、その面方向は光交流法装置で測定できる。また、

基材上の膜はレーザーフラッシュ法装置（図-2）で多層膜も解析が可能となる。

なお、この装置では単一材の厚さ方向、面方向も測定可能である。 

本技術の 

有用性 

本評価技術では簡便に薄膜・薄板の厚さ方向及び面方向の測定ができ、また、

基材上の多層膜も解析が可能であり、薄膜の高性能化、信頼性向上などに大き

く貢献できる 。 *厚さ方向の熱拡散率測定結果 ; 図-3 参照 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

  

 

 

 

 

 

＜図-1 温度波熱分析法装置＞  ＜図-2 ﾚｰｻﾞｰﾌﾗｯｼｭ法装置＞ ＜図-3 厚さ方向の熱拡散率＞                  

適用可能製品 
基板・放熱板の伝熱特性評価、遮熱コーティングやハニカム触媒担体等断熱

素材の熱伝導率評価など、薄膜・薄板材料の熱特性の評価に適用できる。 
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温度波
熱分析法

レーザ
フラッシュ法

アルミナ 0.9×10-5 (0.25mm) 1.0×10-5 (1mm)

ジルコニア 1.0×10-6 (0.20mm) 1.1×10-6 (1mm)

フィルム材 1.5×10-7 (0.05mm) ×

試料

熱拡散率　m2/s
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